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=» 99,9% Al
= kolumnare Kornstruktur (quasi 2D)
=» d°3.5mm
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Lichtmikroskopische Aufnahme
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Kontrollierter makroskopischer Dehnratentensor
Stabile Probengeometrie
Simulation der Walzverformung
Festkorperschmierung
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Photogrammetrie T berthrungslos
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Segmentweiser Musterabgleich

Bestimmung des Verschiebungsfeldes
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Berechnung der Mikrodehnungsverteilung
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= Virtuelles Gitternetz
= |dentifikation durch Grauwertverteilungen innerhalb def. Pixelumgebung
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=» Annahme: Grauwertverteilung einer definierten Pixel-

umgebung bleibt wahrend der Verformung konstant
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Messstand zur Verschiebungsfeldmessung




= Konstante Probenbeleuchtung
=» 3D-Unebenheit <—> Reflektion
=» Musterstabilitat

=» EBSD
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Problem der Reliefbildung
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Dehnung in x-Richtung (e,)
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Dehnung in y-Richtung (e,)
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Vergleichsdehnung nach von Mises




